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Breve descrizione

Il corso si propone di fornire un'introduzione alle principali tecniche di microscopia elettronica con applicazioni ai
nanomateriali.

Verranno trattati i seguenti argomenti:

Introduzione all'ottica elettronica: natura ondulatoria degli elettroni; interazione elettrone-materia; schema di



base di un microscopio.

Microscopia elettronica a trasmissione (TEM): modalità di imaging, diffrazione e cristallografia; contrasti di
ampiezza e fase nel TEM; modalità operative avanzate: TEM ad alta risoluzione, TEM magnetico, Scanning-
TEM.

Microscopia Elettronica a Scansione (SEM): layout di un microscopio SEM; contrasto elettronico secondario
e modalità di imaging.

Tecniche di Spettroscopia di Elettroni in TEM/SEM: Electron Energy-Loss Spectroscopy (EELS); Energy
Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS); Chathodoluminescence (CL); Auger Electron Spectroscopy (AES).

Investigazione TEM/SEM di nanomateriali per applicazioni elettroniche, fotoniche e fononiche.
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